Analyticky FEG SEM pracujici v médech vysokého a
nizkého vakua vybaveny SE, BSE detektory a EDS
detektory.

Dodavka musi obsahovat vesSkeré nutné soucasti
nutné pro instalaci pfistroje — tj. veSkeré pumpy, high-
end PC, monitor min. 45“ aj.

Minimalni technicka specifikace

1. Elektronova optika a vykon

Zdroj elektron(

Minimalni Zivotnost FEG [Upresnéte pocet hodin nebo
cykld]

Minimalni zaruka FEG [UpFesnéte délku; napt. 12
mésicl]
Maximalni vysoké napéti (HT) [Upresnéte v kV; napf.
30 kV]
Minimalni vysoké napéti (HT) [UpFesnéte; napt. 0,1

kV]

Integrované méreni proudu svazku

Decelerace svazku

Dlouhodob3 stabilita svazku - vyZzadovana po dobu
>48 hodin pfi maximalnim proudu sondy

poZadavky

Field emission gun
(Schottky)

4 roky

1 rok

30 kV

oV

pozadovano

pozadovano

pozadovano
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Proud svazku

2. Vakuum a systém apertur

Nizké vakuum

PIné automaticky pfechod apertury z vysokého vakua
do nizkého vakua

3. Zobrazovani a rozliseni

Rozsah zvétseni od 10x do alespon 1 000 000x (pfimé
zvétseni, odkaz na format Polaroid filmu)

Rozliseni ve vysokém vakuu (SED — sekundarni obraz)
dle ISO/TS 24597 [upfesnéte hodnoty]

Rozliseni v nizkém vakuu (BSE obraz) [upfesnéte
hodnotu]

SE detektor pro vysoké vakuum

pozadavek min 150nA pfi
30 kV

10 - 300 Pa

pozadovano

poZadovano

<1 nm pfi 30 KV

<2 nm pfi 1kV

<2 nm pfi30kV, 10 Pa

pozadovano
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SE detektor pro nizké vakuum

Segmentovany BSE detektor pro vysoké vakuum

BSE detektor pro nizké vakuum

In-lens BSE detektor

IR kamera

Jedna barevna CCD kamera s rozliSenim min. 4 MPix
propojena s motorizovanym 5-osym stolkem, fidicim
systémem a navigaci v€etné automatického ukladani
vSech pozic stolku - od nejmensiho zvétseni aZ po
zvétSeni maximalni

4. Stolek a komora pro vzorky

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano
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5-osy motorizovany x-y-z-rotace-naklon stolek
(minimalni rozsah pohybu 50 mm pro osy X, Y),
presnost posuvu mensi nez 1 um

Eucentricka rotace a korekce sméru posunu obrazu
[upFfesnéte technické Feseni]

Antikolizni systém chranici detektory a sloupec pred
kolizi se vzorkem

Ochrana proti Uniku vody a kondenzaci

Tlacitko nouzového zastaveni

Komora vzorku: vzorky do priméru 170 mm a vysky
45 mm

pozadovano

pozadovano

pozadovano

poZadovano

pozadovano

pozadovano
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Navigacni systém stolku — navigace na zakladé obrazu
(IR kamera, CCD kamera a externi fotografie) pozadovano

Drzak vzork( pro vzorky zalité v epoxidové pryskyfici s
pramérem 25 mm, pro alespon 5 vzorkd pozadovano

Drzak vzork( pro vybrusy (typicka velikost 4,6 x 2,7
mm), pro alespon dva vzorky poZadovano

Drzak vzork( pro malé nepravidelné vzorky,
vicendsobné vzorky pozadovano

5. Ridici systém SEM a software
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PC kompatibilni s IBM, min. 32 GB RAM, OS Windows
10, LCD displej 45", min. rozliSeni 3400x1440 nebo
ekvivalent pozadovano ano

PIna analyza ziskanych dat na jiném PC nezavisle na
instalaci SEM pozadovano ano

Systém zpracovani obrazu s automatickymi a
spravnimi funkcemi poZadovano ano

MozZnost upgradu fidiciho systému SEM na aktudlni
Windows pozadovano ano
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Viceuzivatelsky pfistup k fidicimu systému SEM

Automatické pofizovani mozaikovych obrazu (stitching
atd.), automatizované SEM a EDS pozorovani na
vybranych oblastech podle prednastavenych
podminek z jednoho GUI

Korekce driftu

Reseni pro kontrolu topologie vzorku v redlném &ase

Vzdaleny pfistup pro uZivatele a pro diagnostiku

Offline software pro zpracovani dat

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano
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Rizeni SEM pomoci optické mysi, kldvesnice a panelu
nebo trackballu pozadovano

6. EDS specifikace

Dva spolupracujici EDS detektory, Uplnd integrace EDS
do grafického uzivatelského rozhrani SEM — plna
integrace EDS do pocitace a softwaru SEM (JEDNO

GUI). pozadovano
EDS analyza optimalizovanad i pro nizké vakuum pozadovano
Detekovatelné prvky BeazU
Minimalni plocha detektoru 30 mm2
Energetické rozliseni (Mn-Ka FWHM) 129 eV nebo méné
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Termoelektrické chlazeni pozadovano

Zasouvatelny EDS detektor bez okna pracujici pfi 30
kV pouzitelny pro dlouhodobé EDS analyzy,
detekovatelné prvky od Li po U, min. plocha detektoru
60 mm? pracujici az do 30kV pozadovano

Software pro EDS analyzu se vSemi analytickymi
funkcemi (bodovd, multipoint, liniova analyza a
mapovani, odstranéni escape peaku, automaticka
identifikace, ru¢ni identifikace, bezstandardni a
standardni analyza, popup spektrum — extrakce a
zobrazeni spektra ve vybrané oblasti i béhem méreni,
moznost provedeni prvkové analyzy konkrétni ¢astice
za rliznych podminek, filtrovani, sledovani sondy,
moznost vytvoreni vlastni knihovny se standardy,
fazova analyza), Phi-Rho-Z analyza pro presnéjsi

analyzu vzorkd obsahujicich lehké a tézké prvky pozadovano
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Mapovani — kvantitativni mapy, automaticka korekce
driftu béhem mapovani, ukladani spektra pro kazdy
pixel a moZnost offline tvorby map s dfive
nevybranymi prvky, mapy s rozliSenim alespor 4000 x
3000 pixeld, ukladani jednotlivych obrazd, které tvori
vyslednou mapu (moznost sledovani zmén vzorku
béhem analyzy), automatické mapovani jednotlivych
zrn

Analyza sloZeni ¢astic identifikaci ¢astic a vypoctem
jejich tvarl

Identifikace chemickych fazi a poskytovani rozlozeni a
podilu v EM obraze

Vytvareni vlastnich zprav nebo export dat do formatu
CSV nebo XLSX

pozadovano

pozadovano

pozadovano

pozadovano
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Moznost integrace vlastniho Python balicku do
softwaru EDS pozadovano
7. Skoleni, podpora a zaruka

Zaruka na dodané pfistroje 1 rok

Neomezené bezplatné aktualizace softwaru pozadovano

Skoleni uZivatel( v laboratofi zékaznika ihned po
instalaci (min. 16 pracovnich hodin) pozadovano

Druhé skoleni do 4 mésicl po instalaci v laboratofi
zakaznika, min. 2 dny pozadovano
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Garance dostupnosti ndhradnich dild a poskytovani
servisu min. 15 let od predani pfistroje

Bezplatna online podpora

Servisni Udrzba v Ceské republice

Meéreni vibraci a intenzity magnetického pole v
laboratofi zakaznika pred instalaci pristroje

Doba reakce servisu — vyreSeni problému do 72 hodin.

8. Dalsi poZzadavky
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Zcela novy pfistroj véetné vSech soucasti a
pfislusenstvi pozadovano ano
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